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Chiffres cles

2 8 Private Limited 55 Experts
T Company WORLDWIDE

1200+

Installed Users

Headquarters in Subsidiaries in

FRANCE RSATAR- YL

Distributed in over 25 COUNTRIES

15/11/2021

LA\ASTER

TECHNOLOGIES

IPC CFX Standard

INNOVATION
R&D European

COLLABORATIVE
PROGRAMS

CERTIFIED

Research Centre

Confidentiel © ASTER Technologies / 2021



Notre présence
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TECHNOLOGIES
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55 Experts a travers le monde

r ASTER

|> Representatives
(Support & Sales)

r OEM & Integrators

15/11/2021

LA\ASTER

TECHNOLOGIES
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TECHNOLOGIES

LA\ASTER

Secteurs d’activités

RAFAELO)—) Esterlme- 5
) BOSCH “APTIV amazon n B \icrosoft

MAGNET
DUALEMC PHILIPS

£lbit mBDA

SYSTEMSWL  Luuiie swsreas

ARELL

W3 THALEs Foduey veoneer N\ MAGNA o D
2 | EONARDO HARVAVBECKER 7 4RWW Tl = ‘Digar”
S GENERAL H : ’4 ERICSSON
DYNAMICS S i h G.QJG
ager rou
g d pussar Ziaivetey i p

TRANSPORT

€ Spggter Hlooend

),
S SAFRAN COBHAM | AIRBUS EENE ALSTOM  gindier

' ’v ' ."h N X g
Aerospace & Military Automotive, Transportation, Medical Consumer, Telecom, Industrial
Electronic Manufacturing Services

b f:%?%%i':ﬁ?t‘ »Benchmark Foxconn flex JABIL [EISdY zolner
A|_|_ creatlon lill€d fabrinet Z KimballElecironics (K:tron DJNEOTH h \ Norautron ‘%NE\NA@

uuuuuuuu n EMBRON Cor

e B = zLEmaSEST @elNeA éolane U Lacksix @ TRONICO

@ & CASSIDIAN IR

(ROYCE]

™ Honeywell
% yw

m\
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TECHNOLOGIES

Processus de conception et de fabrication de cartes

Cuivre Carte électronique Test & contréle

|

el
%

> Conception > > Fabrication, assemblage et test des cartes >

Chaine d’outils logiciels

Conception Assistée par Ordinateur (CAO) Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO)

Gestion du Cycle de Vie des Produits (GCVP)

6
Ingénierie Assistée par Ordinateur (IAO) — Analyse et Simulation @
8

6 15/11/2021
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Industrie 4.0 : Découvrez la suite logicielle d'ASTER

Technologies

TECHNOLOGIES

LA\ASTER

Support et services

Ecosystem ouvert

Prise en charge de plus de 60 types
d’équipements d’Assemblage, AOI,
AXI, ICT, FPT, BST & testeurs de Cable

=

A A

4 Solutions de visualisation avancées
" Schematic Fault-ticket

L
ayout & Virtual Schematic Analyzer

Testabilité & Analyseur de couverture de

Test‘W Test & Simulation
: Predictive Test Program
Dl el Tt Test Coverage Automation
Test Strategy Real Coverage Test Report
Simulation measurement Automation

3" Party
Partenaires Software
Partenaires Hardware

QUOAQD

Tragabilité, diagnostic de pannes, analyses des données de fabrication

15/11/2021
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TECHNOLOGIES

LA\ASTER

Licences logicielles: Permanente & Location

Tesf%v st Si
ay Tcsghay & TCS?“\;'Vay &
1?8 8 (1) Ho — - TestWay : - TestWay
1000110
Nodelock LAN NWAN
One Computer One Continent Worldwide
One Seat One Seat One Seat One Seat One Seat
or or or or
Multiple Seats Multiple Seats Multiple Seats Multiple Seats

Le nombre de siege défini le nombre d’utilisateurs en simultanés par licence

8 15/11/2021
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TECHNOLOGIES

Schematic

NetlList Fault ticket

Nouvelle Generation de Visualisateur

15/11/2021



N\ ASTER

TECHNOLOGIES

QuadView visualiser les cartes électroniques

= Visualisation simultanée et intéractive
= Toutes les données dans un seul outil

B 46914488_030_AA a3 - QuadView - X
Fichier Affichage 7
B P e | @SR TES B N | B RRRQ D@ G| B 4o N0y e (& | @  ses GIES
= » UN1AD81791PVS0
Type Ref I I
i Pin  MALE (VS) 1@ Laio 1@an Laay) s [1EN] ;
L 1 Vs NULLT [ ———
= [ellay=} RS CNC2 S [ +§ UN1ADE17STPINVG
Rotation 0 HINY [—&5-5¢——UNTADS1791PNINVD
Layout T R o s
b ADS 1 7AR R E
Net UNTADBTTS {15 B 243 PaLin L3¢ pisv
ﬁ:‘:mame Signal BB ' B mo | » » wo NULL.Z P — k
Py count ¢ RS ITITN | g4 v+ ST
el [Tem [NelTips ] - % gf |NULL RE4
POME | lubicom X & . — TR e uniporenTzzeg
E_ 1 ) 3 ; ;
| ™ = ;
iV * *+ " Tg818T 35 300
v |1om : 3 v -
= 65
< 2 SEABASK 45y 2 Il ! UN1ADE1791PINVD
R33 sy ] 017
Corap | 7in c76 29184591_300
R&Z 3 (B)] 99182135.300 ces 5 MAS .
RE4 2 (NC) 99182135300 N WL
A

65 2 (B)| 99164591300 4.7 = 1@n.~ Lain) b I 797
MAT 6 (VS)| 91674428 L LN Ly VM sy
MAS 3 (IN)[ 91757501 CNC2 T }_9; - = v e

VIA93 < > out L—)Hmmeun:nsrpuu‘m
7
VP a3 T pisv
TIE) P —
91757501

Schematic

Bom

“eFRERLEFRFEFREER ST

| -]
X:-206.11, ¥:152.61, Pin: C123.2 Top NUM [IN:

10 15/11/2021
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LA\ASTER

TECHNOLOGIES

Station de réparation sans papiers

= |nterface directe avec les moyens de test: GR228x, 21800, Spectrum, HP3070, Takaya, SPEA, Cascon,
ATEC...

= ["analyseur de ticket de faute est la solution sans papier pour faciliter les opérations de réparation des
cartes complexes. Il sTadapte a votre propre environnement industriel et peut s’inclure dans votre
cycle de réparation de cartes.

g

YOiand D b C-hRQo a0 coded N | RAR e

Test, inspection
& other machines

QUADVIEW

TS H B 8 WE[7

ARTE= DEw

11 15/11/2021
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TECHNOLOGIES

« Sherlock » - Diagnostic

= Aide au diagnostic par I'lanalyse du recouvrement des tests fonctionnels

Steps setup ﬁ
@ =@ maE| x| o[ OK
1
_| Nu... |Step name |Desc.| Sta.ltus VDIG
| 1 T1 Testl Fail
2 T2 Test2 Pass\
X \>
I
R32
R28 m®a
10K /SMD =
AUS [ >— .
o0
‘ O
(]
R78
POR e
C30
TOK /S
/B0 /MKT VELl /
1 1

12 15/11/2021
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ad
lestway

Design for Test and Test Coverage Analyzer

~
%]

15/11/2021
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TECHNOLOGIES

LA\ASTER

La plateforme TestWay™

Software solutions for PCB Assembly & Test

B

Digital twin powered
by TestWay™

Generate assembly & test program Measure test efficiency
D Create D Evaluate
« Estimate test coverage « Create lean programs « Measure real test coverage

on shop floor
« Eliminate redundancies « Shorten debug time =

s 5 : « Verify test program implementation
« Minimize escape rate » Optimize test cycle time

» Automate coverage reports
’n.‘ v ‘ g-a gF:" ‘ g‘a ‘
)é/l ) W d =0 )é/n ) W d=tA) ) :%10) ‘+) g@)
aoi® bst® ftp© aoi® bst® ftp© pRy Wi —

Load coverage from 60+ machines
(AOI, AXI, BST, ICT, FPT, FCT, SPI)

y Fo 'o) =

Generate programs for 50+ machines
(APM, AOI, AXI, BST, ICT, FPT, SPI)

15/11/2021
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Comment TestWay aide-t-il a mettre en ceuvre une

stratégie de test rentable?

8

ASTER

TECHNOLOGIES

TestWay permet de simuler différentes stratégies pour définir la stratégie de test la plus

rentable en:

» Déterminant la combinaison d'équipement de test pour fournir la meilleure estimation

de couverture

« Eliminant les redondances entre les testeurs pour optimiser le temps de cycle
TestWay permet de mesurer la couverture de test réelle pour chaque machine de test et

d'inspection de la ligne de test

optimale est effectivement mise en ceuvre dans l'atelier.

Test line editor

t A A}n
z 2
Y -+
O o
+ -
(=g
o
O a
(ad
2
. a -
N SS @
Testw 3
. ay :
\ o,
\\\ g
.\\
~,
e Test Coverage o
\\
he -
S~ 1T\ °
. .- -
e - 1V
~, - -
U B
,— N, -
//¢ \\\ - e
’f N, ’—’
»a”’ ,,,,,, "\\s
e o
’ -
'/' ””””” L/ R ()
I/,r/.
2o | | |
®— | | |
No test AOI AOI + BST AOIl + BST + ICT* AOI + BST +ICT + ...

* Cost efficient strategies depends on the type of PCBA

Coverage estimation for theoretical tester

Real

coverage from test program

a0i3gtop

& =

ict AGILENT i3070

.
é@mf & 4 & | -m
aoi acila

AEROFLE= 4200  AEROFLEX 5800

bst AGILENT 1000 AGILENT i3070

i
5.10-5J50

£ En comparant «réel et estimé», les utilisateurs finaux peuvent vérifier que la stratégie de test

15

“si vous vous concentrez sur les codts, vous perdez la qualité... si vous vous concentrez sur la qualité, vous réduisez
les codts »,TBP Electronics (EMS)

15/11/2021
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Vérification des regles de conception

= TestWay Express analyse votre design des les phases de schématique

v’ Controle des régles de design

v’ Contrdle des régles de testabilité

v’ Contrdle des régles Boundary Scan

v’ Possibilité d’ajouter ses propres régles

Rules

(~EAD )

Check Wired OR/AND

GOOD

MCB8:xxx

HALT
RESET

BERR_

N\ ASTER

TECHNOLOGIES

MCB8 00

HALT
RESET

BERR_

~GooD

List double connections

ﬂ Rules

5]

Testar Exporers (Assembly, Inspection) |

Tester Exporters (BST.WW | Tester Exponters (FFT. ICT) | Utilities | Frivate
Test Strategizer | Design | Boundary-Scan | Testability | Custarn rules | Scripts

Testar Exporers (Assembly, Inspection)

Tester Exporters (BST.WW | Tester Exponters (FFT. ICT) | Utilities | Frivate

Test Strategizer | Design | Boundan-Scan | Testability | Custam rules | Scripts

Design Fules

[ |List nodes without username

[ List nodes without nethame

Testahility Rules

[ ] List hard wired signal pins
Check wired OR/AND

[¥] List stuck inputs
Check clear preset conflicts
Check Analog/Digital conflicts

[v] List floating inputs List floating outputs
Check tristate dewvi Check disabl flict

[¥] List floating bidirectionals [¥] List floating powers D BERISIAtE CBVIEES |:| FEX CiBaRIE ContiEts
[7] Check discrete devices 7] Check bushold [¥]List double connections [¥] search feedback loops

v |Check llat v|Check t
[¥]Check open emitter [¥] Check open callector BEr oschatar ; B Counier
Check ol Check HOMOS pins [¥] Check counter chain [¥] Check processar

v |Check PROM v | Check PLD
[T ] check na tistate ["] Check partial ristate =e -
[l Check physical accesses || Check monostahle Check relay

|| Check complex impedance

[ A [ Cose || gelecia Fun | [ Cose | [ gelectal

15/11/2021

Rules

5]

Tester Exporters (Assembly, Inspection)

Tester Exporters (BST.W | Tester Exporters (FFT. ICT) | Litilities | Private

Test Strategizer | Design | Boundany-Scan |Testabi|ity | Custom rules | Scripts

Boundary-Scan Rules-1EEE 1143 - JTAG

Check JTAG compliance
[¥] Check JTAG chain

[¥] List JTAG connectars

[ List BScluster candidates

[¥] Check bypass resistars
Draw JTAG chain

[ ] check BSCAN driven
[]check no JTAG

Pun || close || selectal

Confidentiel © ASTER Technologies / 2021
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Optimisation des points de test

= |dentifier la ou les points de test sont nécessaires

Vue Electrique a _
Incluant les points de test requis Vue PhVSIC] ue
Schematic [ . . . . . =
Capture ehiol Tesss

Mechanical DfT

TR e
- =

Point de test Interface de test & programme de test
requis AALB

optimisés
Comparer les acces requis
pour le test par rapport

aux emplacements des
points de test réels.

-

15/11/2021

LA\ASTER

TECHNOLOGIES
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Placement des clous

= Les clous sont placés en respectant vos regles mécaniques et DFT

Probe Analyzer

X

Profile  Priority jules  Constiaints  Setup  Probe Size  Probe Quantity  Display  Rules

Unit:

mm W Shape defiritions
Tester Type: () Fisture (@) Fixtureless
Minimum Feature Size: 0.3 SMD Pin Offset: 01
Package Outline Clearance; |0.127 Feature Clearance: 03175
Board Outline Clearance: | 1.016 Tooling Hole Clearance: 254
Apply offset on THT pins: [
Use solder mask:
Ignore mount status: ] Solder Mask tolerance:
|gnore Mechanical: K.eep alternate nails:
Include One-Fin Net: Include Multiple Fin Net:
Mets Al Multiple Pin One-Pin NC Pin
Nets Nets Nets Mets
Side Taotal |Access.| Total |Access. | Total [Access. | Total |Access
217 0 115 1] 102 0 0
Lepien, 0% 0% 0%

Bottom only 0 0 0 0 0 0 0

Both 225 225 199 139 26 25 I

100% 100% 100%
Total 442 225 314 199 128 26 0 0
50,9% 63.4% 20.3%
iew report Close Help

H FEEEXHEAXH

xx

A

ASTER

TECHNOLOGIES

Confidentiel © ASTER Technologies / 2021
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Choix de la stratégie de test

= Définissez votre ligne de test avec de simple glisser-déposer
= Modeles de test théoriques ou réels

Test line editor

Coverage estimation for theoretical tester

Real coverage from test program

fpt ft_by_deduction  ft_by_inhertance

ict mda

[ Bhee
&1 i

GRZZEX

SPEA Flying Prober  TAKAYA Flying

TEMENTO
Prober
N
7 —
TERADYME  TERADYMNE Z1800

SPECTRUM

D

Analyze
Wi repork
Cloze

Help

erill,

Clazsificator

Frobe

TAKAYA Flying  GOEPEL CASCON
Prober

15/11/2021

LA\ASTER

TECHNOLOGIES

» Théorique:
SPI
AOIl
AXI
FPT
ICT
BST

VVVVYVYY

> Réel:
» Plus de 60 modéles réels
» Développements réguliers

Confidentiel © ASTER Technologies /
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Estimation de |la couverture de test

= Paramétrer les testeurs pour des stratégies de test au plus proche de vos équipements
= Comparaison possible entre couverture prédictive et réelle

Production

| First-Pass Yield
98.67%

Yield
: | 98.999%
Tester settings = Tester settings = Tester AOI ICT
Test Coverage 34.88% 73.33%
Testway Express Testw/ay Express Cumulative coverage 34.88% 83.33% ] L
Analyze and visualize the test coverage by simply Cancel Analyze and visualize the test coverage by simply Cancel Escape rate 0.65% 0.17% b
imparting the test program from a wide range of imparting the test program from a wide range of g
test & inspection equipments. Help test & inspection equipments. Help &
=
Efficiency )
Marne: fpt Marne: ict ASTER FA|L/’ $3:33% 7. PASS
M N\
Tester FPT Setup origing Tester ICT Setup origing TEST REPORT FOR AOL ICT AA [ N4 b | |
Technologies o
Settings: Settings:
d Parameter Walue " g Parameter Walue <\»
2373082 WRK:237308:2.671 Fall-Off Rate
Access Ful Access Ful 27 50.22% 133%
Dual side - TestPointSaver [ [ one ] 117 [ neacess | 7179%
B 7401% 8333%
TestPaintS aver [ Unpowered Analog [
Drive Thru |7 Powered Analog |7 Device TypE  ToTAL NUMBER (PARTS OR PINS) | NUMBER OF WELL TESTED  NUMBER OF PARTIALLY TESTED | NUMBER OF NOT TESTED BAD O GOOD BAD /}
Powered Analog |7 Digital |7 INTEGRATED CIRQUIT 5 PARTS (165 PINS) 20.0% (1) 0.0% (4) 0.0% (0} = L»
. . BATTERY 1 PARTS (13 PIS) 0.0% (0) 100.0% (1) 0.0% (0)
Diode Sirnple Connect Check |7 TRANSISTOR 6.PARTS 0.0% (0) 100.0% (6) 0.0% (0)
OpenChecker es VectorLess Test  [v Dione & PaTs 82.5%(3) 7.5% (3) 0.0% (0} Known bad False
B 2Zener 1 PARTS 100.0% (1) 0.0% (0) 0.0% (0) Bomds Rejects
Camera v Polarity Check [ LED 2 PasTs 100.0% (2) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.53% 0.49%
CAPACITOR 47 PARTS 36.2% (17) 63.8% (30) 0.0% (0) .
ﬂbsence T eSt ,7 N PM ,_ RESISTOR 37 PARTS 100.0% (37) 0.0% (0) 0.0% (0)
TestCoupon |— Magic Test |— Inpucror 11 ParTs 36.4% (4) 63.6% (7) 0.0% (0)
.. CRVSTAL 3 PARTS 33.3% (1) 66.7% (2) 0.0% (0)
Optimize IC ,7 w Absence Test ,7 swircn 1PaRTS 100.0% (1) 0.0% (0) 0.0% (0)
[y P R N | I P [ Y |V — STRAP 5 PARTS 100.0% (5) 0.0% (0) 0.0% (0)
E wporks: N E WPt CONNECTOR 2 PARTS (8 PINS) 50.0% (1) 0.0% (0) 50.0% (1)
g one ~ g MNone
NOT MOUNTED 118 PARTS
TOTAL 129 PARTS (118 IGNORED) 58.1% (75) 41.1% (53) 0.8% (1)

15/11/2021
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CAD2CAM convertisseurs générés par TestWay™

AOI & AXI

Test: BST, ICT, FPT, Cables

15/11/2021

Assemblage
Assembleon
M &3
MYDATA
automation
o= | 5=2MICRONIC
Panasonic X8
Fai.gg
;’:"- ‘/'ﬁ-:'; : ~-'4 : Ii
v

Inspection:
Aleader=
Beyond Innovation
GOPEL
electronic

rbotech

BVISCOM
e —

vision technology

17
| ITECHNOLOGY

s

MIRTEC™
SdAdKli
TRI

Test Research, Inc.

Ac{/gc-;lc i ASSET
(CRECKSUMY CIRRIS
=__—-:_-£= coreris [EEE
GOPEL
electronic BRI S
KEYSIGHT  [TISPEA
weeeE Seica
SR Z\TAKAYA CORP.

Plus de 50 convertisseurs disponibles

Acculogic (BS), Aeroflex (IFR4200,IFR5800), ASSET, ASM (Siplace), Checksum, CableTest MPT, CIRRIS, CKT, CORELIS, CyberOptics, GEDIS, Europlacer,
GOEPEL (CASCON, OPTICON), JTAG Tech, KeySight (SJ10, SJ50, i1000, i3070, x1149), MIRTEC, MYDATA, Panasonic, SAKI, (BF-Tristar, BF-Frontier, BFX2),
SEICA (GRPilot, S20, VIVA), SIPLACE, SPEA (3030, 4040, 4050, 4060), TAKAYA (APT800, APT8000, APT9000, APT1400), TERADYNE (GR228x, TS124,
Spectrum, Z1800), TRI (TR518, TR5001, TR7500, TR8001), VISCOM, VIT, ViTrox (V510, V810), WIZE.

@ASTER

TECHNOLOGIES
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Visualisateur 3D

= Visualiser le placement de vos sondes de test dans une vue 3d de votre carte

® TestWay Express - 30-Demo.aa - a X
ile it Project Analysis Window Help
’ s s DA & ) Cx | Raoo7 s B8 PBR B O SB - RBARA @ -
= 2 formats générés : 0 5 i x| - oo x S
s| b0l REE & J oo AEIED =
v’ VRML A
v  X3D

= Rotation a 360° pour plus
de détalil

= Formats compatibles
pour une impression 3D




TECHNOLOGIES

@ASTER

Comparaison de version

= Visualiser les différences entre deux variantes de cartes

Netlist file test joba aa leaded from CU sers\test\D esktophC om parative data checker\Job A
analysed on FriQct 11 16:02:04 2019,

u Ra p po rt HTM I_ dyn a m | q u e et Vl S u el Com pare data between C:\Users\test\Desktop\Com parative data checkerJob Altest_jobA.aa and
CAU=sersitestD esktop\C om parative data checkerJob B\JobB.aa.
v Modification mécanique (position, rotation , Shape,...) m Check part position (22 differences)
v Modification électrique (Value, tol, point de test,...) B Check part rotation (10 diferences)
The following pars have a different rotation.
Ref BoardA BoardB
D11 0.0 90.0
Component R24 R 180.0 2700
position changed fraer 40,00 R 1800 2700
13.50 %4 32.10 —
1020 ) R24 180.0 27.0
rotation changed from 18000 to 270.0 R25 180.0 270.0
c22 180.0 0.0
C23 7.0 0.0
cH 50.0 270.0
Dz 7.0 0.0
2 20.0 0.0

1

o

re are 10 diferences

=

B Check part shape {2 differences)

® Check part PartNumber (not any difference)
B Check part type (not any difference)

O Check added/removed parts (7 difference)
® Check part value (notany difference)

B Check part tol (hot any differance)

® Check pin connectivity (19 differences)

o Check pin size (36 differences)

B Check added/removed physical test point (not any difference)

= Faciliter les modifications de programmes, d’interfaces,...)

® Check test points (not any differance)

23 15/11/2021 B Check nails (119 differances)

Confidentiel © ASTER Technologies / 2021
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twSystem : Visualiser un systeme électronique

® twSystem - 342535-587-ANI_B (o G [
File Edt Project Analysis Window Help
. ) . V4 . \ £ = P, y It " ot e
u J = o <3 = al X Q-‘n‘r: e B R »E - OB IO -~ B-HKKAQ o “'i
Navigation intéractive dans le systeme B s pEE oy 8

CALCULATEUR 252 ANI1-3CP@342535-557-A1 j@: = 3 =E = | r—rg: " 5 = = = =
v Cartes 069874-000-BMC | ¥ 10 = L - -ERachy ofFE s i Rt R-(R% 8 5[ S|

352873-478-PSC_A | & 2| T o HRRSe D = € 204 PBla
. 342535-587-ANLA .
v Fonds de panier ——
452881-156-CRM_A

‘/ Cé b|eS 452881-156-CRM_8

352885-135-BUS_B
562881-111-CPU_B

'@ o2 PRB|@
1

342535-587-ANIB
352873-478-PSC_B
069881-000-BLC f

= Surbrillance des connexions sur

—__J
]
—t |
i
chaque carte concernée o
il
—t

= twSystem peut étre utilisé pour :

v Localiser les défauts

00

v’ Simplifier le dépannage

00000

v' Estimer la couverture de test

0

00

v’ Réaliser une couverture de test systéme

CAP NUM SCRL

24 15/11/2021

Confidentiq



e g R AAE
racabilité & Bo
E Composants, cartes & systémes
ide au diagnosﬂtic et a la réparation
: X - i

T

15/11/2021

B s e =

ucle'deréparation = . C

TECHNOLOGIES

LA\ASTER

« Le plre des défauts est de les Lgnorer. »

Publius Syrus

Confidentiel © ASTER Technologies / 2021



QUAD Vue d’ensemble

LA\ASTER

TECHNOLOGIES

Une base de donnée Q
Un recorder pour collecter automatiguement les données Process 1
La base est connectée aux stations de réparation sans papiers \ g :
== QUAD
. o7 ;
Peut s’interfacer avec un ERP . T VB Ropon Suations -
ERP
Gestion matiére : catavase ()
v/ Composants et stocks - - Stations
v’ Feeders U =
OO ))))))))) .~ QUAD |
v’ Plan d?.ckjargement @} QUAD WIP - Irggt;gtr:c;n
v Tragablllte Test, inspect_ion g : ’/L
v MSL RUCUE BTG QUAD B . QuAD
1 Recorder H Repair
WIP gestion des encours m \ gk Stacions
Module d’analyse statistique et d’alertes . Quab et
v WIP Stations
FPY Pacement =000 o
v SPC machines
QuadVi
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Diagnostique & Réparations

= |ntéractivité totale entre toutes les vues
= 'ensemble des documents du produit a réparer sont disponibles a I'écran
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Suivi Qualité

= Génération de rapports s'appuyant sur Crystal Report (SAP) et les bibliotheques Telerik

v’ Rapports texte et graphique hautement programmable
v' Diffusion par le WEB
v Génération automatisé d’alarmes
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